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SPring-8の利用技術・利用制度と
Aichi SRセンターとの連携協力

2019.3.5
愛知芸術文化センター 12階 アートスペースA室

第7回あいちシンクロトロン光センター事業成果発表会
JASRI/SPring-8

SPring-8とAichi SR センターの連携協力例 （光ビームプラットフォーム事業の例）

XAFSラウンドロビン測定 (SPring-8 BL14B2  AichiSR BL5S1 BL11S2)

HAXPESラウンドロビン測定 (SPring-8 BL46XU  AichiSR BL6N1)
SAXSラウンドロビン測定 (SPring-8 BL19B2   AichiSR BL8S3)

粉末回折合同研修会 (SPring-8 BL19B2   AichiSR BL5S2)

SAXS回折合同研修会 (SPring-8 BL19B2   AichiSR BL8S3)

連携促進に向けたSPring-8利用制度 ： 放射光施設横断産業利用課題

AichiSR等、SPring-8以外の放射光施設の利用実績がある産業分野の課題を優先的に採択

無償・要成果公開 BL14B2,  BL19B2, BL46XUで実施 年6回募集 2019A第2期（6月分）只今募集中

利用者の相互紹介は随時実施中

SPring-8 が得意な技術と機器整備例

SPring-8は散乱・回折（特に高エネルギー域）が得意 X線イメージングも多数実施
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多目的回折装置 (BL19B2)

高速で高分解能な測定
CeO2標準試料

5 – 35 keV 異常分散測定
板状試料にも対応

粉末X線回折
完全自動測定

薄膜(板状)試料GIXD測定例
(pentacene)

1mm

ボイド状の欠陥

内部欠陥

主き裂の一部

No.489 3.5x106 cycles

(a) スライス像 (b) 透視像 (c) 破断面

X線イメージング・CT (BL14B2)

金属(Al)棒内部亀裂のCT 破断面

毛髪

ホイップクリームのCT

ホイップ直後 1日冷凍後

約20分で3次元CT像を再構成

多軸回折装置 (BL19B2、BL46XU)
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低温環境でのイメージング

薄膜試料のGIXD

有機極薄膜のGI-SAXS
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多様な実験（応力印加、液中、高温）・試料（構造材、線材、結晶・非晶・有機・無機薄膜、水面上膜、溶液 等々）に柔軟に対応

Ex-situ AFM image

平均island間距離

Island数密度
水中の基板表面に吸着した界面活性剤

X線反射率 と GIXD

引張試験機を載せてStress-Strainを測定
（アーク溶接機を載せた測定事例もあり）
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Si  substrate

a-IGZO  (100 nm)基板上非晶質薄膜の動径分布関数

一般課題（非公開有償 もしくは 公開無償） 年6回募集 （2019A2期募集中）

測定代行（2時間単位 粉末、薄膜、XAFS、SAXS、HAXPES）、産業利用準備課題（1時間単位）
随時受付、有償非公開


